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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIXIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES A DIELECTRIQUE
EN CERAMIQUE MULTICOUCHE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
qu I. 4 . ' : I - - ’ .
representes tous les Comités nationaux s'intéressant a
expriment dans la plus grande mesure possible un accor
sur les sujets examinés.

2) Ceg décisions constituent des recommandations in
&4 . , I
agreees comme telles par les Comités nationau

3) Dan CEI exprime le
vogu que tous les Comités nationaux adopfent dans régles natiohales
le N3 sure’ou les conditions
naf i 6 la“yecommandation de la

CE] : i s”la mesure du pospible,
étre indiquée en termes clairs Qi

La prégente norme a &
Condengateurs et rési

Le textle de ce2f§>P

renseignements, consulter les rapports de vote correspondants
ableau ci-dessus.

\F%g{i\\e ix¥’Mois| Rapports de vote

(BC)629 40(BC)665
0(BC)598 40(BC)646
40(BC)599 Lo(BC)6u7

Pour ds
mentiornés dans

Le numé i ure de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

La présente norme remplace la Publication 384-10 (1979) de la CEI:
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.
Dixiéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes
chipses a diélectrique en céramique multicouche. Choix des méthodes
d'essai et regles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 10: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS

FOREWORD

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
bared by Technical Committees on which all the National To
ing a special interest therein are represented, expre as
sible, an international consensus of opinion on the
.
; have the form of recommendations for interna are
epted by the National Committees in that sens
prder to promote internationél unification, gsses the
n that all National Committees should/adop 3 s f the IEC
pmmendation for their national rul 5 as national conditjons
| permit. Any divergence bhgbtween bk tion and the
responding national rules v ible, be clearly
icated in the latter.
nical Committee No. 40: .
quipment.
upon the following documents:
\Qéfifffﬁhs' Rule | Reports on Voting

40(C0)629 40(C0)665

40(C0)598 40(CO)646

40(C0)599 40(Co)647
r informatién can be found in the relevant Reports on Voting indipated
table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

This standard replaces IEC Publication 384-10 (1979): Fixed Capacitors
for Use in Electronic Equipment. Part 10: Sectional Specification: Fixed
Multilayer Ceramic Chip Capacitors. Selection of Methods of Test and
General Requirements.
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1.2

1.3
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE
DIXIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES A DIELECTRIQUE
EN CERAMIQUE MULTICOUCHE

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

384-10 © CEI

S

Cette norme est applicable aux condensateurs fixes
bés, a diélectrique en céramique multicouche de
utilisés dans les équipements électroniques, dg

Objet

L'objet de cette nornte
des caractéristiques, d
la CEI, les procédures d

et de mesure et de f1 er
densateur.
spécificatiqns

a celui
n'étant pa

Codes pour le marquage des résistances et de
condensateurs.

Séries de valeurs normales pour résistances
condensateurs.

Modification No.
Modification No.

1 €1967)
2 (1977)

Publication 68:

Essais fondamentaux climatiques et de robust]

bn enro-
lasse 2,
hominale
Ees des
ceci doit
ateurs ont
hns a
strats

ielles

082) de

8 d'essai
de con-
dans les

h supérieur
h inférieur

PsSse

méTanique.

Publication 384-1 (1982):
électroniques.
Premidre partie: Spécification générique.
Modification No. 2 (1987)
Modification No. 3 (1989)

Publication 384-10-1 (1989):
Condensateurs fixes chipses 3
céramique multicouche. Niveau d'assurance E.

Publication 410 (1973):
par attributs.

Publication QC 001001 (1986): Regles fondamentales du Systdme CEI d'assura

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements

Dixi®me partie: Spécification particulidre cadre:
diélectrique en

Plans et r&gles d'échantillonnage pour les contrOles

nce de

la qualité des composants &lectroniques (IECQ).

Publication QC 001002 (1986):
qualité des composants 6lectroniques (IECQ).

Rdgles de procédure du Systdme CEI d'assurance de la
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 10: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS

SECTION ONE - GENERAL

General
Scope
This standard is applicable to fixed unencapsulated multilayer chip

capacitors of ceramic dlelectric, CIass Tamd €Ciass 2,
voltage normally not exceeding 200 V, for use in ele

have metallized connecting pads or soldering strip
to be mounted directly on to substrates for h g
printed boards.

Object

The object of this standard is to _p j ol i cha-
racteristics and to selec 3
appropriate quality asseSsm & S pthods
and to give general perfo i S 4 baci-
tor. Test severities and p fica-
tions referring to this s L or
higher perform bt

permitted.

Related doc&génk&
IEC Pugizzégans:

4.}t Marking Codes for Resistors and Capacitors.
}e Preferred Number Series for Resistors and
Capacitors.

Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

Basic Environmental Testing Procedures.

Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic

Equipment.

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)

Publication 384-10-1 (1989): Part 10: Blank Detail Specification.
Fixed Multilayer Ceramic Chip Capacitors.
Assessment Level E.

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection
by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).
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Publication de 1'IS0:

Norme ISO 3 (1973): Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

Note. —Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article de
la présente speclflcatlon, 1'édition en vigueur doit &tre utilisée,
sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle 1'édition indi-
quée dans la spécification générique doit &8tre utilisée.

Informations a donner dans une spécification particulidre

La spécification particuliére est issue de la spécification particuliére

cpdre—applicable~

Les spécifications particuliéres ne doivent pas preséri fces
ipférieures a celles de la spécification génériquey ou
pprticuliére-cadre. Lorsqu'elles contiennent des e ige everes,
cplles-ci doivent é&tre indiquées au paragraphe/1.9 ication
pprticuliére et repérées dans les programmes.d par
uh astérisque.

Les informations suivantesc¢do : dans chaque spécification
irticuliére et les valeurs férence &tre choidies

o]

parmi celles données dans 1°' i prié de la présente spéciflfication.

De

Il doit y avo ondensateur chipse destinée 3 faci-
liter son ide t raison avec d'autres condensafeurs
chipses. S rs>tolérances assocides qui affectent 1'inter-
changeab ent étre données dans la spécificqtion parti-

culiere. T doivent de rpéférence étre données |en milli-

hes, les
joutées.

ngueur,
ue, la
S

ces

spe01flcat10n partlcullere doit donner les informations d1mens1onnelles
qui décriront convenablement le condensateur chipse.

Montage

La spécification partlcullere doit donner des 1nformatlons sur les
méthodes de montage a employer pour l'utilisation normale. La méthode de
montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étre conforme au
paragraphe 4.4 de la présente spécification intermédiaire.

Caractéristiques

Les caracterlsthues doivent étre conformes aux articles applicables de
la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

IS0 Publication:

IS0 Standard 3 (1973): Preferred Numbers - Series of Preferred Numbers.

Note. ~The above references apply to the current editions except for
IEC Publication 68, for which the referenced edition in the
applicable test clauses of the generic specification shall be
used.

Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail

3 £33 =3
Speext T A CLIULT

tail specifications shall not specify requirements i those
off the generic, sectional or blank detail specifica . severe
quirements are included, they shall be listed j bf the
etail specification and indicated in the test /& ble by
asterisk.
te. -The information given in Sub-claye . 2 gonvenien¢e, be

presented in tabular form.

e following information s g 3 , jon and
the values quoted shall pr & those given in|the

propriate clause of this i j

tline drawing and dimensi

ip capacitor as an aid to easy
chip capacitor with others.
ances, which affect interchange
bven in the detail specification. All
gtated in millimetres, however when|the
in inches, the converted metric dimensions

bf
L1

beci-

desorlbe the chip capacltor

Mounting

The detail specification shall give guidance on methods of mounting for
normal use. Mounting for test and measurement purposes (when required)
shall be in accordance with Sub-clause 4.4 of this sectional specifica-
tion.

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant
clauses of this specification, together with the following:
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1.4.3.3

1.4.4

1.5

1.5.1

1.5.2
1.5.2.1
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Gamme de capacité nominale

Soudure

- Terminologie

Voir paragraphe 2.2.4 .1

Note. -Lorsque des produits agréés conformément a 1la spécification
particuliére ont différentes gammes de valeurs, la régle
suivante devrait €tre ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tension
est donnée dans la liste des produits qualifiés".

Caractéristiques particuliéres

Des caracterlsthues complementalres peuvent etre données lorsqu'elles

S0 o eS—pol o Ver i € lcomposant
en vue de son appllcatlon.

sai, les
nbilité

La spécification particulidre doi ifi i i a| marquer
' pport aux
bivent

En complémen

1.5.2.2

X ns

la Publicatiod 8

applicablesg

ConderfSateur chipse

Conden rme des

sorti s et en

surface
nant
pacité
Ffficient

2

de) température défini avec pre0131on par exemple pour compens
I'effet de la température sur le circuit.

Br

Le dielectrique ceramique est défini par son coefficient de température
nominal (o<).

Sous~classe

Pour un coefficient de température nominal donné, la sous-classe est
définie par la tolérance nominale du coefficient de température (voir
tableau III, paragraphe 2.2.5. 1)

Note. -La valeur du coefficient de température nominal et sa tolérance
correspondent au coefficient de température moyen mesuré dans
1'intervalle de température +20 °C & +85 °C, mais du fait qu'en
pratique les courbes de variations de capa01te en fonction de la
température ne sont pas strictement linéaires, il est nécessaire
de définir les variations maximales relatives de capacité AC/C
pour d'autres températures (voir tableau IV, paragraphe
2.2.5.2).
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1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

Rated capacitance range

See Sub-clause 2.2.4.1.

Note. -When products approved to the detail specification have
different ranges, the following statement should be added:
"The range of values available in each voltage range is given
in the qualified products list".

Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered

necessary to sSpeclly adequ li-
cation purposes.
Soldering
The detail specification shall prescribe the ities
and requirements applicable for the soldeps ance to
soldering heat tests.
Marking
The detail specification I on
the capacitor and on th of
this sectional specification
Terminology
In addition to Lcation
384-1 the
hations
printed
appli-
ssential
precisely defined temperature coefficient is required, e.g.
for compensating temperature effects in the circuit.
The ceramic di i ficient
(L),
Sub-class

For a given rated temperature coefficient the sub-class is defined by
the rated tolerance on the temperature coefficient (see Table III,
Sub-clause 2.2.5.1).

Note. -The rated temperature coefficient value and its tolerance refer .
to the temperature interval of +20 °C to +85 °C, but because in
practice TC curves are not strictly linear, it is necessary to
define limiting capacitance deviations (A C/C) for other tempe-
ratures (see Table IV, Sub-clause 2.2.5.2).
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1.5.3 Condensateurs fixes a diélectrique en céramique de classe 2

1.5.3.1  Condensateurs ayant un diélectrique & haute permittivité et convenant
aux circuits de découplage et de couplage ou aux circuits discrimina-
teurs de fréquence pour lesquels de faibles pertes et une grande
stablllte de la capacité ne sont pas d'importance majeure. Le diélec-
trique ceramlque est caractérisé par la variation non linéaire de
capacité sur 1'étendue de la plage de températures de la catégorie
(voir tableau V, paragraphe 2.2.6).

1.5.3.2 Sous-classe

Ea—seus=classe—est—défimie par o vartaton maximal capacité, en
pour cent par rapport a la capacité a 20 °C, sur la plage
des températures de la catégorie.
La sous-classe peut s'éerire sous forme cod
paragraphe 2.2.6).
1.5.4 Tension nominale (Uy ou Ug)

La tension nominale est la tensio étre
appliquée en permanence aux born perature
nominale.
Note. -La somme de la t éte de la

tension alternati t pas

te de la

s dépasser la valeur dét¢rminée a

D4

tive admissible.
1.6
devla Publication 384-1 de la CEI, avec les
1.6.1 ontenues dans le marquage sont normalement irises
aprés; l'importance relative de chaque information
son rang dans la liste
ominale;
(la tension continue peut &tre indiquée par le
——— ou );
c) tolérance sur la capacité nominale;
d) coefficient de température et sa tolérance (classe 1) ou classe de
diélectrique (classe 2) selon le cas (conformément aux paragraphes
2.2.5 et 2.2.6); ‘
e) année et mois (ou semaine) de fabrication;
f) nom ou marque du fabricant;
g) catégorie climatique;
h) désignation de type du fabricant;
i) référence i la spécification particulidre.
1.6.2 Les condensateurs chipses ne sont generalement pas marqués sur le

corps. Si un marquage peut étre appliqué, il doit &tre marqué claire-
ment avec le plus possible d'informations considérées comme utiles.

Toute redondance de l'information contenue dans le marquage devrait
étre évitée.
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5.3

1.5.4

1.6

1.

1.

6.1

6.2

Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2

A capacitor which has a dielectric with a high permittivity and is
suitable for by-pass and coupling applications or for frequency dis-
criminating circuits where low losses and high stability of capacitance
are not of major importance. The ceramic dielectric is characterized by
a non linear change of capacitance over the category temperature range
(see Table V, Sub-clause 2.2.6).

Sub-class

The sub-class is defined by the maximum percentage change of capaci-

tance within the category temperature range with resp O the papa-
citance at 20 °C.

The sub-class may be expressed in code form (see rlause

2.2.6).

Rated voltage (UR)

Marking

The rated voltage is the maximum d.c
tinuously to a capacitor at the rate

be applied con-

Note. -The
the
the
the

lied to
ue of
ed by

Sub-clause

The i ;
following hi

its pos

ils:

he
d by

d)_tempera etric
class (Class 2) as applicable (according to Sub-clauses 2.2.H and

2.2.6);
e) year and month (or week) of manufacture;

"f) manufacturer's name or trade mark;

g) climatic category;
h) manufacturer's type designation;
i) reference to the detail specification.

Chip capacitors are generally not marked on the body. If some marking
can be applied, they shall be clearly marked with as many as possible
of the above items as is considered useful. Any duplication of infor-
mation in the marking on the capacitor should be avoided.
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Le marquage doit étre lisible et ne doit pas étre facilement altéré
lorsqu'il est frotté avec le doigt.

L'emballage contenant le (les) condensateur(s) doit porter lisiblement
toutes les informations énumérées au paragraphe 1.6.1.

Tout marquage supplémentaire doit &tre effectué de telle sorte qu'il
ne puisse y avoir aucune confusion.

SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENT;.LLE&“\\\\\V/
Caractéristiques préférentielles

Caractéristiques préférentielles

N,

1iéres doivéent de

spécification sont classés
ément aux régles générales dq la

e de catégorie et la durée |de
ide) doivent &tre choisies parmi les

-55 °c, -40 °c, 425 °c,
-10 °C et +10 °C.

+70 °C, +85 °C, 4100 °C
et +125 °C.

4, 10, 21 et 56 Jours.

sment les températures minimale et maximale de catégonie.

P . s

esultant des catégories climatiques
ci-dessus est donnée pour le chipse lui-méme non monté. Les per-
formances climatiques de ces condensateurs aprés montage sont
fortement influencées par le substrat de montage, la méthode de
montage (voir paragraphe 4.4) et 1'enrobage final.
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1.6.3
1.6.4

1.6.5

Any marking shall be legible and not easily smeared or removed by

rubbing with the finger.

The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with

all the information listed in Sub-clause 1.6.1.

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

SECTION TWO - PREFERRED RATINGS AND CHARACHERLSTIC

Preferred ratings and characteristics

Preferred characteristics

The values given in detail specificatjc
from the following:

y be se

Preferred climatic categories

lected

The chip capacitors cover into
climatic categories accordi
Publication 68-1.
The lower and % e damp
heat, stead be chosen from the following:
-55 °C, -40 °c, -2p °C,
-10 °C and +10 °C.
+70 °C, +85 °C, +1p0 °C
and +125 °C.
mp heat, steady state test: 4, 10, 21 and 56 dpys.
s/for the cold and dry heat tests are the lower and| upper

Note. -The resistance to humidity resulting from the above cliﬂatic

imatic

performance of the chip capacitor after mounting is greatly
influenced by the mounting substrate, the mounting method (see
Sub~clause 4.4) and the final coating.
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2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques
2.2.1 Température nominale
Pour les condensateurs couverts par cette spéCification, la température
nominale est égale A la température maximale de catégorie, sauf si la
température maximale de catégorie est supérieure 3 125 °C.
2.2.2 Tension nominale (Uy ou UR)
Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont celles de la
série R5 de la norme ISO 3. 8i d'autres valeurs sont nécessaires, elles
, = =i Fie R10.
2.2.3 Tension de catégorie (Ugp)
Puisque la température nominale est défini mpérature
maximale de catégorie, la tension de catégorie-est\& tension
nominale définie au paragraphe 2.2.17 de la
CEI.
2.2.4 Valeurs préférentielles de la capqé;;;:;gﬁina et)valeurs de
tolerances associées \v/>
2.2.4.1 vValeurs préférentielleéféé\l capécit né;g e
Les valeurs de la capacj nomin “doivent &tre prises parmi g¢elles
des séries de la Publidation 63 a GEI; les séries E3, E6, E12 et
E24 sont préférentielles. ?SIiB
2.2.4.2 Tolérances\pre érentielle r 1g capacité nominale pour les
condensatéurs de claksel\;;>
Q m BLEAU I
/\ \/
Tolérances
CR> 10 pF | Code CR< 10 pF | Code
littéral ' littéral
E—6 T20% M 2 pF G
E 12 +10% K *1 pF F
5% J x0,5 pF D
E 24 £29 G $0,25 pF C
14 F +0,1 pF
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Preferred values of ratings

Rated temperature

For capacitors covered by this specification, the rated temperature is
equal to the upper category temperature, unless the upper category tem-

perature exceeds 125 °

Rated voltage (Ug)

C.

The preferred values of rated voltage are the values of the R5 series
of ISO Standard 3. If other values are needed they shall be chosen from

the h1U series.

Category voltage (Uc)

IEC Publication 384-1, Sub-clause 2.2.17.

When the rated temperature is defined as the

Preferred values of rated capacitance and as

Preferred values of rated capacitaapé

| Rated capacitance values<shall
cation 63; the E3, E6, E1

an

Preferred tolerances on ratedea

e taken\fr
Eal sepies
pasibtanc

o}

for Class 1 capacitors

re/preferred.

series of IEC Puybli-

O

AN S

K/\ w Tolerances
Preferred serye
\;:531210 pF Letter Cr<.10 pF Letter

code code

120% M 2 pF G

E 12 +10% K *1 pF F

5% Jd 0.5 pF D

E 24 2% G +0.25 pF C

1% F 0.1 pF B
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2.2.4.3 Tolérances préférentielles sur la capacité nominale pour les
condensateurs de classe 2

TABLEAU II

Séries Tolérances (%) Code littéral
préférentielles
-20/+80 Z
E3 et Eb6

~-20/7+50

G\
E6 +20 /\Q R\
E6 et E12 £10 \\\\\

2.2.5 Coefficient de température (o)

Condensateurs de classe 1

2.2.5. Le tableau III indiqué les va iclients de
température avec les to g g 2 niémes
par degré Celsius (100

codes
correspondants.
Pour chaque ‘coerfjci érat éeifi i ilculiére
doit spéeifi toleran-
ce sur le ction de
le:

n—particuliére doit spécifier un facteur multiplica-
Qlérance sur o, ainsi que les variations de fapacité
aux temperatures minimale et maximale de catégorie.

nethodes spe01a1es de mesure peuvent &tre nécessaires, et si
gquises, doivent étre données dans la spécification particuliere.
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2.2.4.3

2.2.5

2.2.5.1

Preferred tolerances on

rated capacitance for

Class 2 capacitors

TABLE 11

Preferred series

Tolerances (%)

Letter code

-20/+80 Z
E3 and Eb6
-20/+50 S
E6 20 A
N
E6 and E12 +10 <<\<?g\\\\\

Temperature coefficient (oC)

Class 1 capacitors

the

ficient
f tem-
f the

Ffor the
Ltance

g of measurement may be necessary and if required
ated in the detail specification.
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2.2.5.2

érances
e les

0.107%/°¢c

Coefficient Tolérance Sous- | Code littéral
de température sur le coefficient classe
nominal de temperature =34 Tolérance
(10-6/°¢) (10-6/°¢)
+100 30 1B A G
0 +30 1B C G
=33 30 1B H G
=75 %30 1B G
-150 +30 1B P G
-220 +30 > G
-330 60 1 H
=470 60 1B H
=750 2 \Qj\/ U J
-1 000 50 1F Q K
-1 500 téggis 1F v K
a \k/\
»140)/ < > -,4\06‘& (\ \lk)\) 1C SL -
250 > x@-% 750 N3 1D UM -
Lle préférentielles de coefficient de température
it soulignées.
coefflclents de température nominaux et leurs tol
définis a partlr des variations de capacité enty
temperatures 20 °C et 85 °cC.
3. -Un condensateur ayant un coefficient de tempérgture

gné par les lettres CG (sous-classe 1B).

el une tolerance sur ce coefficient de *#30.10 °/°C est dési-

4. -Les valeurs de coefficient de température ne sont pas contro-
lées, parce qu'aucune limite de variation relative de capaci-

té n'est specifiée dans le tableau IV.

Le tableau IV 1nd1que pour chaque combinaison de coefficient de tempe—
rature et de tolérance la variation relative de capacité admissible

exprimée en milliémes pour chacune des temperatures maximale et mini-
male de categorle Les coefficients de température et leurs tolérances
sont exprimés en millioniémes par degré Celsius (10'6/ C).
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TABLE III
Rated temperature Tolerance on tempe- Sub- Letter code for
coefficient rature coefficient class
(10-6/°¢) (10-6/°¢) < Tolerance
+100 +30 1B A G
0 +30 1B c G
-33 130 1B H G
=75 *+30 1B L
=150 +30 1B P<
~-220 %30 1B < G
-330 £60 %\ H
~470 +60 ' K T H
=750 120 > U J
-1 000 50 F Q - K
-1 500 t2§?\\\7 1F v K
+U0> ¢ > =10 \(\u)\) V) 1C SL -
(N
4250 > > 1] 750 \ u\\\/ 1D UM -

2.2.5.2

ed using the capacitance change between the
es 20 °C and 85 °C.

olerance on T.C. of t30.10'6/°C is designated as a CdQ
capacitor (Sub-class 1B).

s
empe-

A capacitor with a temperature coefficient 0.10'6/°C dnd a

4, -Those temperature coefficient values are not subject to in-
spection, since no limits for relative capacitance variation

are specified in Table IV.

Table IV shows for each combination of temperature coefficient and
tolerance the permissible relative variation of capacitance expressed
in parts per thousand at each of the upper and lower category tempe-
ratures. Temperature coefficients and tolerances are expressed in parts

per million per degree Celsius (10-6/°C).
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2.2.6 Caractéristique capacité/température

Condensateurs de classe 2

Dans le tableau V les valeurs préférentielles de caractéristique
capacité/température, avec et sans tension continue, sont indiquées
par une croix. La méthode de codage de la sous-classe est également
précisée; par exemple un diélectrique avec une variation de % 20%
sans tension continue appliquée, sur la plage de température de

-55 °C a +125 °C sera défini comme un diélectrique de sous-classe 2C1.

TABLEAU V

(N
Variation maximale de Plage de températures ésds\
capacité en pour cent sur numérique cg?ks\ ogszﬁ&\
la plage de température de
Code || la catégorie par rapport a |-55/+125 -55/+8<

851=25/+85{+1p/+85

littéd| la capacité a 20 °C avec °C °C °C °C
ral dg{ et sans tension continue §§\
sous- '
classg| Sans appli- Avec applica- \\\\§\:>

cation de tion de 1la 4 6

la tension tension nomi- <i>

continue nale cont{?&é
2B +10 +10/-15 - X X -
2C +20 x X - -
2D +20/-30 - - X -
2E +22/§ Q X X X X
oF +30/-8 Q X X X X
2R - - - -
2X 15 /=25 X - - - -

\<§>X\\\\/>
Note. i’ la température maximale de catégorie est supérieure

7

125 °C, les limites de la variation de capacité, avec e
sans—tenstomr—continue dppliquéc, doivenrt—etre donmées dans
la spécification particuliére.

La gamme de températures pour laquelle est définie la caractéristique
de température du diélectrique est la méme que celle de la catégorie
climatique.

2.2.7 Dimensions

Les régles concernant la spécification et le codage des dimensions s'y
rapportant sont suggérées dans 1'annexe A.

Les dimensions spécifiques doivent étre données dans la spécification
particuliére.
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2.2.6 Temperature characteristic of capacitance
Class 2 capacitors
Table V denotes with a cross preferred values of temperature charac-
teristic with and without d.c. voltage applied. The method of coding
the sub-class is also given; e.g. a dielectric with a percentage change
of + 20% without d.c. voltage applied over the temperature range from
-55 to +125 °C will be defined as a dielectric of sub-class 2C1.
TABLE V
. . N
ax. capacitance change in Category temperatute r th\\
within the category tem- corresponding nué§&< co
erature range with respect
Sub- o the capacitance at 20 °C|-55/+125{-55/+85]~ 7&%%15; />&§\+ 0/485
class easured with and without °C -°C C ¢ °C
letter d.c. voltage applied <: \Q
code
ithout d.c.| With rated
oltage d.c. voltage 1 L 6
pplied applied /\ K> :>
2B £10 +10/-15 N X x\\\\_///x X -
2C
2D
2E
2F
2R
2X
n.
The temperature range for which the temperature cnaracteristic of the
dielectric is defined is the same as the category temperature range.
2.2.7 Dimensions

Suggested rules for the specification and coding of dimensions are

given in Appendix A.

Specific dimensions shall be given in the detail specification.
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

384-10 © CEI

L'étape initiale de fabrication est la premiére cuisson commune de

1'assemblage diélectrique-électrode.

Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec. des procédés et des matériaux semblables,
mais pouvant avoir des dimensions de bolitiers et des valeurs différen-

tes de capacités et de tensions.

Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés dans
la spécification particuliére, les informationé e exi-
gées au paragraphe 3.5.1 de la Publication - vent

étre fournies & 1'acheteur sur sa demande urance
les paramétres pour lesquels les informg ivent

étre données sont la variation de capa€d
de pertes et la résistance d'isoleme

angente de l'angle

Homologation

Les procédures pour les\essais tion>sont données au|para-

ion sur la base des egsais
est donnée au paragraphg 3.5
eédure utilisant un progrgmme sur
un échantil¥on\d' if £y 8 y A1 et

3.4,2 ci-apreés.
Homolggaij;ﬁ“ﬁay la<;;5Qéd e utilisant un échantillon d'effe¢tif fixe

mologation est demandée. Celle-ci peut couvri
e la gamme compléte définie dans la spécification

a tension
minimale et la tension maximale, dans la gamme présentée.i 1'homologa-
tion. Lorsque la gamme couvre plus de quatre valeurs de tension
nominale, une tension intermédiaire doit aussi étre soumise aux essais.
Ainsi pour 1'homologation d'une gamme, l'essai de 4 ou 6 valeurs
(combinaison capacité/tension) est requis pour chaque coefficient de
température, en classe 1, et chaque caractérisque capacité/température
en classe 2. Lorsque la gamme présentée a 1'homologation comprend moins
de 4 valeurs, le nombre de condensateurs a soumettre aux essais doit
8tre celui requis pour 4 valeurs. Lorsque l'homologation est demandée
pour plus d'un coefficient de température, voir le paragraphe 3.4.2.

Les spécimens de rechange & prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1'unité défectueuse
tolérée au Groupe "O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux
par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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‘ 3-1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the first common firing of the
dielectric-electrode assembly.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors

produced with SImIIar processes and materials, though of
different case sizes and values.

Certified Records of Released Lots

The information required in Sub-clause 3.5.1 84-1
shall be made available when prescribed in 4 ilon
and when requested by a purchaser. After t the para-

meters for which variables informatio

e capaciltance
change, tan Jﬁ and the insulation res

Qualification Approval

basis of lot-by<lat iody s, is given in Sub-clause 3.4 of
this specificati . 8ihg a fixed sample size schedule
is given in -C . 3.4.2 below.

Qualifi¢ationy Apprdvalon asis of the fixed sample size prodedures

ize>procedure is described in IEC Publication 384-1,
The sample shall be representative of the rdnge

siich approval is sought. This may or may not he the
govered by the detail specification.

8 ature coefficient of class 1 and for each temperature
characterisyic of class 2 capacitors the sample shall consist of |speci-
mens’ of capacitors of max1mum and minimum size and for each of these

sizes the maxim i e and
minimum rated voltage of the voltage ranges for which approval is
sought. When there are more than four rated voltages an intermediate
voltage shall also be tested. Thus for the approval of a range, testing
is required of either four or six values (capacitance/voltage combina-
tions) for each temperature coefficient of class 1 and for each tempe-
rature characteristic of class 2 capacitors. Where the total range
consists of less than four values the number of specimens to be tested
shall be that required for four values. When approval is sought for
more than one temperature coefficient, see Sub-clause 3.4.2.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective
in Group "Q".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which
are defective because of incidents not attributable to the manufac-
turer.
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Les nombres de spécimens indiqués en Groupe "O" présument que tous les
groupes sont applicables. Sinon les nombres peuvent étre réduits en
conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans le
programme des essais d'homologation, le nombre de spécimens requis

pour le Groupe "O" doit &tre augmenté du nombre requis pour les groupes
complémentaires.

Le tableau VI donne le nombre de spécimens a essayer dans chaque groupe
ou sous-groupe, ainsi que le nombre de défectueux admissible pour les
essais d'homologation.

Essais

requise pour 1l'homologation de la gamme des
une méme spécification particuliére. Dans

essais du
nt pas
essais

3 orsque 1'homologation est demandée
a la fois pon 3 1 de température, le progrjamme d'es-
if ) ] exigé pour le plus petit coefficient
es Groupes 1, 2 et 3. Pour chaque doefficient
i 'essai est limité aux essais dt effectif

que spécifiés dans les Sous-groupes 3.3 et 4.

eat’ accopdée pour un seul coefficient de tempdrature sur
* défectueux autorisés comme indiqué dans le
alduler le nombre total de défectueux pour |tout
sempérature autre que le plus petit, les défedtueux dans
et 3 pour le plus petit coefficient de tempdrature

s aux défectueux des Groupes 3.3 et U pour ce coefificient

mologation est accordée lorsque le nombre d'unités défectueuses ne
dépassé pas le nombre d'unités défectueuses autorisé pour chgque groupe
ou sous-groupe et le nombre total d'unités défectueuses autonisé.

Note. -Les tableaux VI et VII forment ensemble le programme des essais
sur échantillon d'effectif fixe. Le tableau VI donne en détail
1'échantillonnage et le nombre de défectueux admissible pour les
différents essais ou groupes d'essais. Le tableau VII conjointe-
ment aux précisions données dans la section quatre, donne la
liste compléte des conditions d'essai et des exigences et
indique, par exemple pour la méthode d'essai ou pour les
conditions d'essai, s'il y a un choix a faire dans la
spécification particuliére.

Les conditions d'essal et les exigences pour le programme
d'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiques a
celles prescrites dans la spécification particuliére pour le
contrdle de la conformité de la qualité.
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3.4.2

The numbers given in Group "O" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "O" shall be
increased by the same number as that required for the additional
groups.

Table VI gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables VI dan
red for the approval of capacitors covered by one
The tests of each group shall be carried out i

requi-
ation.

The whole sample shall be subjected to the then
divided for the other groups.
Specimens found defective during the be
used for the other groups.
"One defective" is count whole
or a part of the tests of a grouyp

tem-

For class 1 capacitors, when appr

perature coefficihent a : im the test schedule and sample
size required f ] emperature coefficient are those pf
Groups 1, 2 3 : additioral temperature coefficient thg
testing is 1 ¢ k and sample sizes as specified for| Sub-
groups

ahh individual temperature coefficient pasis
rmissible defectives indicated in Table JI.
heé total actual defectives for temperature
than the smallest, the defectives in Groups 1,[2 and
emperature coefficient are added to the defectives

is granted when the number of defectives does not efxceed
the( specifié€d number of permissible defectives for each group or
sub-group and the total number of permissible defectives.

Note. -Tables VI and VII together form the fixed sample size test
schedule. Table VI includes the details for the sampling and
permissible defectives for the different tests or groups of
tests. Table VII together with the details of test contained in
Section Four gives a complete summary of test conditions and
performance requirements and indicates where, for example for
the test method or conditions of test, a choice has to be made
in the detail specification.

The conditions of test and performance requirements for the
fixed sample size test schedule shall be identical to those
prescribed in the detail specification for quality conformance
inspection.
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Plan d'échantillonnage et nombre de défectueux admissible

pour les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Groupe
no

Essais

Paragraphe
de cette
publica-

Nombre de spécimens (n) et d'unités
défectueuses admissibles (pd)

Par
valeur

(7)

Pour quatre va-
leurs (7) ou
moins a essayer

Pour six valeurs
(7) a4 essayer

TP P
t1oR

n 4n | pd pd

oty

6n

pd

pd
total

Examen visuel
Dimensions

Capacité

Tangente de 1l'angle
de pertes
Résistance
ment
Tension de tenue
Spécimens de rechange

d'isole-

.

E s s E
N —

5
5
6
6.

.

=
(o)
w

Lok

%

24

p(2)

1A

Robustesse des
sorties (5)
Résistance a la
chaleur de soudage
Résistance d
sant aux s

[/

12

N
>@§>\

1B

Soudab
Ré51s
aux sol

18

18

2(2)

Robus s e es eibqg;/
: m1t

3 12 1 1

18

(2)

Résistance d'isolement

'T‘I\V\Q1I\lﬂ Ac ‘rav\ ve

21 2(2)

126

3(2)

w i
.
wl

Adhérence (4)
Variations rapides de
température

Séquence climatique

4(3)

Essai continue de
chaleur humide

Endurance

4.15

yo [2(2)

Coefficient de tempé-
rature (Classe 1)
Caractéristique
capacité/température

(Classe 2)

h.7.1

4.7.2

o -

2(2)

30

2(2)

60

3(2)

18

6(3)

Notes voir page suivante.
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Sampling plan together with numbers of permissible defectives for
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TABLE VI

qualification approval tests, Assessment level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)
Group Test Sub-clause| Per For four or For six values
No. of this |value | less values (7){(7) to be tested
publica- | (7) to be tested
tion
n 4n | pd pd 6 pd pd
tota o\ total
Visual examination 4.5 O
Dimensions 4.5 \\\//
0 Cdpacitance 4.6.1 \\\\V
Tdngent of loss angle | 4.6.2 33 132 j2(R) 198\3(2)
Insulation resistance 4.6.3 <<§<\\\ i> '
Vgltage proof 4.6.4 //‘\\L\\\\
Spare specimens 4 (}g 24
Rqbustness of termi- 4.16 \’ N
. ngtions (5) i)
1A Rgsistance to solde- y, 3 ‘;Lfv 18 1
ring heat
Cdqmponent solvent y, ::>
rgsistance (8) (:
1 2(2)
N,
1B Sdlderability ‘ ( 4.1
Sdlvent resistance .\g\\\\\ 12 |1 18 | 1
off the marking((8 Qij&\\
2 Bqnd strength off the \% 3 [ 121 1 18 [ 1 1
erld face plazésg\\ \\f\\
A\
Mdunti \\JKQ
Vi
(1) | cd
3 T4 126 [3(2)
(2) | In
Vg
R SV N . —
i Adhésion (4) .8 R
| 3.1] Rapid—changeoftempe= . 6 2t ] 306 [2V&)
: rature
| Climatic sequence 4.13 4(3) 6(3)
PR
1 3.2| Damp heat, steady 4,14 5 | 20| 1 30 |2(2)
! state .
|
———
| 3.3| Endurance 415 10 | uo [2(2) 60 |3(2)
b Temperature coeffi- 4.7.1
cient (Class 1) 3 12 1 18 1
Temperature charac-~ b, 7.2
teristic (Class 2)

For notes see next page.
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8) Sfrequts—par—tzsSpécificatiom particurisre;

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour le
renvoient a la Section quatre: Méthode

3

384-10 © CEI1

Les valeurs mesurées servent de référence pour les essais des Sous-groupes 3.
I1 n'est pas autorisé plus d'une unité défecteuse par valeur.
Les condensateurs trouvés défectueux aprés montage ne doivent pas étre pris en

compte dans le décompte des défectueux autorisés pour les essais suivants.
Ils doivent étre remplacés par les condensateurs de rechange.

Non applicable aux condensateurs a sorties par rubans.
Applicable aux condensateurs a sorties par rubans.

Non applicable aux condensateurs chipses, qui selon leur spécification

particuliere doivent &tre montés uniquement sur des substrats en alumine.

TABLEAU VII

Combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.

les\exigences

tenue

particuliére pour la
méthode

2. -Pans ce tableau: D = destructif, N?ﬂi no 7§fr ctifx
Numéro de| paragraphe D |Conditiofis e é§ Némgr de Exigences
et essai ou |(voir note\1) écimens (voir note 1)
(voir notg 1) ND (n) et
bd'unités
(::zB défectueuses
admissibles
AN (\ tpe)
GROUPE 0 \> Voir
Tableau VI
4,5 Examen visuel \\\\ Selon 4.5]2
Marquage lisible et
selon la sgpécification
particuligre
4.5 Dim Voir la siéoification
(pa particulig¢re
4.6.1 Cap Fréquence: . kHz A 1'intérileur de la
Tension de mesure: ...V tolérance|spécifiée
4.6.2 Tangente de Fréquence et tension de Selon 4.6.2
l'angle mesure comme en 4.6.1
de pertes
(tan &)
4.6.3 Résistance Voir la spécification Selon 4.6.3.3
dt'isolement particuliére pour la
méthode
4.6.4 Tension de Voir la spécification Pas de claquage ni de

contournement
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1

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

— 33 —

) The values of these measurements serve as initial measurements for the tests
of Sub-groups 3.

Not more than one defective is permitted from any one value.

The capacitors found defective after mounting shall not be taken into account

when calculating the permissible defectives for the following tests.
They shall be replaced by spare capacitors.

tion

Test schedule for Quallfl ation Mp

If nequired in the detail specification.-

TABLE VII

Not applicable to capacitors with strip terminations.

Applicable to capacitors with strip terminations.

Not applicable to chip capac1tors, which according to their detail specifica-

Capgcitance/voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.

Notes 1. -Sub-clause numbers of test a perfo ma equirements refer to Seckion Four:
Tesgt and measurement proced
2. =In|this table: D = destructiv oh=destr ive,
Sub-clause number D |Conditions \gﬁ%ber of Performance
and Test or specimens requirements
(see Note 1 ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
< defectives
(\ (pd)
GROUP O See
- Table VI
4.5 Visual z§\ As in 4.5.2
examimati '\ Legible marking and
\\\\ as specified in the
detail specilfication
4.5 Dimengidns See detail gpecifi-
(deta 1) cation
4.6.1 Capacitance Frequency: ... kHz Within specified
Measuring voltage: ...V tolerance
4.6.2 Tangent of Frequency and measuring As in 4.6.2
loss angle voltage same as in 4.6.1
(tan<§)
4.6.3 Insulation See detail specifica- As in 4.6.3.3
resistance tion for the method
4.6.4 Voltage proof See detail specifica- No breakdown or
'
tion for the method flashover
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Numéro de paragraphe | D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités ,
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 1A D Voir
Tableau VI
4.16 Robustesse Essai Ua, Force: 2,5 N
des_sorties F‘ssai_u_b_’_Méfhnria 15
(si] appli- Force: 2,5 N, Nombre
cablle) de pliage: 1 <::
Examen visuel as e domhage visible
4.10.2 Mesure Capacité <<
iniltiale
4.10 Résistance a Préconditionnement F§\
la |chaleur de spécial selon U4.1
soudage (Classe 2 uniquement) ;7
Méthode 1 6 >
Durée: ... \\\\//)
Reprise: 2
4.10.4 Mesures ' Selon 4.10[4
finales
Selon 4.1004
417 Résistance Voir la spgcification
composant au particuliére
soljvants )
(si] appli-
cablle)
Reprise: \
\ : .
AN
GROUPE 1B \\Q§\\\\ Voir
\Jl“ Tableau VI
4.11  Soudabilite Méthode 1
4.11.2 Mesures Examen visue] Selon U 112"
finales
4.18 Résistance du Solvant: ... Marquage lisible
marquage aux Température du
solvants# solvant:
(si appli- Méthode 1
cable) Matériau de
frottement: coton
hydrophile '

%¥ Cet essai peut étre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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tance of the
marking#

(if appli-
cable)

Solvent temperature: ...
Method 1

Rubbing material: cotton
wool

Recovery:

— 35 —
Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 1A D See
Table VI
4.16 Robustness Test Ua, Force: 2.5 N
- of t Test—Ub—Method—i5
tion Force: 2.5 N, Number
(if appli- of bends: 1
cable)
Visual examination
4,10.2 Initjal Capacitance >/A\\\\\
measyrement <i:i \Q;
4,10 Resigtance to Special preconditionin //—\\\\\\\\\\J
soldering heat as in 4.1 (Class 2 only)
Method 1 <i>
Duration:
4.10.4 Final measure- As in 4.10.4
ments
[ As in 4.10.4
4,17 Component <:: See detail dpecifi-
solvégnt cation
resigtance
(if 3ppli-
cable) §§. |
GROUP 1B \\\§§<§\{L\ See
Table VI
4.1 Soldg¢rabilit Method 1
4.11.2 Final Visual examination As in 4.11.2
measurements
4,18 Solvent resis- Solvent: ... Legible marking

* This test may be carried

out on ¢hip capacitors mounted on a substrate.



https://iecnorm.com/api/?name=034e92d6c4e3d5004ef3585fb1722cd0

— 36 — 384-10 © CEI
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 2 D Voir
Tableau VI
4.9 Robustesse Capacité (avec la Diminution de la
desgextnémités carte i imée on | s itéd+—< 10%
métallisées position pliée)
(si|appli-
cable) Examen visuel </\\ Pa domnjage visible
GROUPE 3 D Vod
Tableau
4.y Montage Matériau du substrat: <<i::
*
Examen visuel —\\\\\\ Selon 4.5.7
Capaciteé A 1'intéridur des
<i> ::> tolérances |spécifiées
Tangente- le de Selon 4.6.9
pertes
Résistance/d'isolem Selon 4.6.3.3
Pas de claquage ni de
v contournemgnt
GROUPE 3.1 | bN N (=~ voir |
Tableau VI
4.8 Adhérence <> Pas de dommage visible
4.12.2 Mespire
initi
4,12 var réeqonditionnement
rap spécial selon 4.1
tem (Classe 2 uniquement)
8) = Température mini-
male de catégorie
male de catégorie
Cing cycles
Durée t4 = 30 min
Reprise: 24 £ 2 h
4.12.5 Mesures Examen visuel Pas de dommage visible
finales
Capacité AC selon 4.12.5
' C

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes
individuellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau
du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or {(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 2 D See
i Table VI
4.9q Bond strength Capacitance (with Capacitance decrease:
of the end printed board in bent J 109
face |plating position) 1
(if dppli-
cable) Visual examination o0 Wisihle \damage

GROUP 3 D S "
' Table VI N\
I i

Mountling Substrate material: ...* \Q:
Visual examination //—\\\\ s™Mn 4.5.2
Capacitance ithin specified tole-
rance
(i) As in 4.6.2
i As in 4.6.3.3
No breakdown|or flash-
v over
GROUP 3.1 See
Table VI
4.8 Adhesfion No visible damage
4.12.2 Initipl
measuprement <i:
4,12  Rapid| chan A\\\ conditioning
of temperatur :&\ as\in 3.1 (Class 2 only)
N
\\\\\QA = Lower category
temperature
Bg = Upper category
temperature
Five cycles
Duration t4 = 30 min
Recovery: 24 + 2 h
4.12.5 Final Visual examination No visible damage
measurements ’ )
Capacitance AC as in 4.12.5
Y ¢

*¥ When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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Numéro de paragraphe D jConditions d'essail Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
.13 Séquence Préconditionnement Voir
climatique spécial selon 4.1 Tableau VI
(Classe 2 uniquement)
4.13.2 Mesure Capacité
imitiale
4,13.3 Chaleur Température: température
seche maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.,13.4 Epsai cyecli-
qpe de cha- §\
leur humide,
essai Db, -
1er cycle 7 '
4.13.5 Fpoid Températ te ature <i> :>
minimale de categori \\\-/)\
Durée: 2 h
Examen vis Pas de dommage visible
4.13.6 Epsai
cpclique de
chaleur hu-
mfide, essai
Dp, cycl@
restants
/1 =2 h
24 £ 2 h
4.13.7 E n visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
Capacité AC : Selom 4.13.7
C
Tangente de 1l'angle Selon 4.13.7
de per tes '
Résistance d'isolement Selon 4.13.7
GROUP 3.2 D Voir
Tableau VI
4.14 Essai Préconditionnement
continu de spécial selon 4.1
chaleur (Classe 2 uniquement)
humide
4.14.2 Mesure Capacité
initiale .
Reprise:
Classe 1: 1 -2 h
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4.13.5 Cold

Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
» number of
permissible
defectives
(pd)
4,13 Climatic Special preconditioning See
sequence as in 4.1 (Class 2 only) Table VI
4,13.2 Initial Capacitance
meagurement
4.13.3 Dry|heat Temperature: upper ‘
category temperature /A\jgzz
Duration: 16 h .
4.,13.4 Damp heat,
cyelic, <<::2§§§>§§
Test Db, //—\\\\\\\\\\V
firgt
cycle <i>:;::>

D

No visible damage
4,13.6 Damp heat,

cyelie,
Test Db,

remaining >
cycles

y A—]

No visible damage
N

4.13.7 Final :§\

meagyre s Legible marking
Capacitance AC : As in B{.13.7
C
Tangent of 1035 angle y s —Im 41377
Insulation resistance As in 4.13.7
GROUP 3.2 D _ See
Table VI
4.14 Damp heat, Special preconditioning
steady state as in 4.1 (Class 2 only)
4.14.2 Initial Capacitance
measurement
Recovery:
Class 1: 1 -2 h Y

Class 2: 24 £ 2 h
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4,14.5 Mesures Examen visuel Voir Pas de dommage visible
finales - Tableau VI {Marquage lisible
Capacité | AC : selon 4.14.5
Tangente de l'angle de l 5
pertes <
Résistance d'isolement </\\ L5
GROUPE 3.3 D Vo1
Tableau
4.15  Endurance Préconditionnement
spécial selon 4.1
(Classe 2 uniquement) —\\\\\\
Durée: 1 000 h 76 >
4.,15.2 Medure
iniltiale
4.15.5 Medures Pas de dompmage visible
finales Marquage lfisible
AC : Selon| 4.15.5
C
tangle de Selon 4.15[5
>  J
~§Ss'stance d'isolement Selon 4.15.5
GROUPE U Voir
\\\/ Tableau VI
4.7.1 Cogffieci Séchage préliminaire: AC : Selon| 4.7.1.3
température 16 - 24 h c
et [dérive de
capacité
aprés cycle
thermique
(Classe 1
seulement)
4,7.2 Caractéris- Préconditionnement AC : Selon 4.7.2.3
tique capa- spécial selon 4.1 C
cité/tempé-
rature
(Classe 2
seulement) \
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4,145 Final Visual examination See No visible damage
measurements Table VI Legible marking
Capacitance | AC : As in 4.14.5
Tangent of loss angle l
Insulation resistance
GROUP 3.3 D
4. 15 Endurance Special preconditioning
as in 4.1 (Class 2 only)
Duration: 1 000 h
Voltage: ...
Temperature:
4.15.2 Initlial Capacitance
measurement
4.15.5 Finall No visible damage
measjurements Legible marking
::> AC : As in 4.)15.5
C .
/“\\ 9sSs angle % As in 4.15.5
(/\\ Q? ulation resistance As in 4.15.5
GROUP 4 D See
Table VI
§.7.1 Temperaturé Préliminary drying: AC : As in 4.¥.1.3
coeflficient 16 - 24 h C
and [cyclic ]
drifit
(Class 1
only)
y,7.2 Temperature Special preconditioning AC : As in 4.7.2.3
character- as in 4.1 C
istic of
capacitance
(Class 2
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3.5 ContrGle de la conformité de la qualité

3.5.1 Formation des lots de contrdle

a) Controle des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de
contrdle sous réserve que les régles suivantes soient respectées:

(M)

Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs asso-

3.5.2

s 1.9 7 - Y o)
CIAUVITS VUL Ual™agldpIire— 5.2,

(2a)

- proportionnellement a
- avec un minimum de
(2b) illonnage co
valeur dans 1!

lon doit faire 1
'Organisme Nationa

moins de cing
tillon, 1la ¢
d'un accord en
Surveillance.

b) Contrdle de groupe

la période spécifiée et doivent &
oyenne et petite dimension. Afin de
3 ‘chaque période, il doit &tre essayé un

d'essais

Le programme des essais lot par lot et des essals perlodlques

’
aontrala

bnir des
imensions

valeur.

nduit a

é¢han-

fobjet
|l de

jon
Lre

couvrir la
e tension

de dimension. Au cours des périodes suivantes

Lnales de
Lr toute

pour le

n
COTTCTOTC d\, la. conrorm m;vc uc .La. qudJ.J.bc Ubb uuuuc d. ..Ld. §UbbJ.U

1 deux,

tableau IV de la spécification particuliére-cadre, par exemple,

Publication 384-10-1 de la CEI.
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3‘5

3.5.1

3.5.2

— 43 —

Quality Conformance Inspection

Formation of inspection lots

a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(M)

The inspection lot shall consist of structurally similar capa-

b)

(2a)

> i Lo o 3 3 N
S CLLONS (e oUb=Claulsoe S5.<).

For Group A the sample tested shall consisto of the
values and each of the dimensions containéd t inspegtion
lot:

- in relation to their numbe

(2b) e the
the
the

specified peri ; large

size one
vol®b lods
other s Led

the lot-by-lot and periodic tests for Quality Co¢nfor-
.is given in Section Two, Table IV of the Blank Detail
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Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la CEI,
paragraphe 3.5.2, un nouveau contrdle doit &tre effectué, la capacité

et la soudabilité doivent &tre vérifiées comme spécifié dans le contrdle
des groupes A et B.

Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particuliére
cadre doit (doivent), de préférence, 8tre choisi(s) dans les tableaux
VIII A et VIII B ci-apres:

TABLEAU VIII A <::(/—\\\\\\\\
A O

Sous-grpupe D#¥ E }X\ G*
de //\\\
contrdle** | NC NQA NC NQA Nen fic NQA
% % & %

AT \>
A2 .
B1 6 .
B2 )\/
€ quabhité acceptable
Sous-groupe <b\ \) E F#* G#*
de \ﬁ\x
controleks p<\\\\§ e \,4{7 n c p n c p n c
c1 x 13 | 1
c2 < N\ 3 | 12 1
C3.14 \\\\\\/ 6 9 1
C3.1B \> 6 | 18 1
C3.1 ' 6 27 1
C3.2 6 15 1
C3.3 3 5 1
Cl 6 9 1
p = périodicité en mois
n = effectif de 1'échantillon
¢ = nombre admissible de défectueux

Notes relatives aux tableaux VIIIA et VIII B:

By

* Les niveaux d'assurance D, F et G sont & 1'étude.

% e contenu des sous-groupes de contrdle est déerit. dans lg section deux de
- la spécification particulidre-cadre applicable.
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3.5.3 Delayed delivery

When according to the procedures of IEC Publication 384-1, Sub-clause

45 —

3.5.2, re-inspection has to be made, solderability and capacitance
shall be checked as specified in Group A and B inspection.

3.5.4 Assessment levels
The asssessment level(s) given in the blank detail specification shall
preferably be selected from the following Tables VIII A and VIII B:
TABLE VIII A
Inspection D* E F¥* Q G¥
sub=-group* N\ <:\\\
IL AQL IL AQL IL Q IL AQL
% % %

A1 S-4 2. \x \> .

A2 II 1. /\

B1 S-3 2. \/j;7

B2 5-2 2. \

RO
IL = inspecti eve
AQL = accgptable quality level
S N
Inspection <\§* } \k) F* G
sub-group¥*p
p //{ c \\y\\\/% c p n c p n

C1 12 1

c2 3 12 1

C3.14A 4 6 9 1

C3.1B ¢ 6 18 1

C3.1 \ 6 27 1

C3.2 6 15 1

C3.3 3 15 1

Ch 6 9 1

p
n

c

periodicity in months
sample size

permitted number of defectives

Notes concerning Tables VIII A and VIII B:

% The assessment levels D, F and G are under consideration.

%% The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the
relevant blank detail specification.
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4.3
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4.5

4.5.1
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication
384-1 de la CEI, section quatre.

Méthodes d'essai et de mesure

Préconditionnement spécial (uniquement pour les condensateurs
de classe 2)

Sauf prescrlptlon contraire en spe01flcatlon particuliére, le précondi-
tionnement spe01al lorsqu il est spec1f1e dans le present document

Note. -Les condensateurs de classe 2 a ontinue de

capacité suivant une loi logarithmigue ieillyssement| naturel).
Cependant, si le condensate Y températjure
supérieure a celle du poinf de i diélectrique, il se

produit un phénoméne de ¢l que la capapcité
perdue par vieildi écupérée et le [vieillis-
sement natureldrep 3 3 ondensateur se refrpidit.

Le but du préconditionn : ecial est de mettre le lcondensa-
teur dans un état rmi indépendant de son passé (voir

Asse 1)

densateurs des categorles -/-/04 doivent étre
relatlve maximale de 25 & 75%.

Examen visuel et vérification des dimensions

Selon le paragraphe 4.4 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:

Examen visuel

L'examen visuel doit 8tre effectué avec un équipement approprle avec
un grossissement approximatif de 10 et un eclalrage approprié au sujet
observé et au niveau de qualité exigé.

Note. -I1 convient que l'opérateur dispose de moyens d'éclairement
par incidence et par transmission et de moyens de mesures
appropriés.
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4.1

4,2

4.3

4.y

4.5

4.5.1

SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication
384-1, Section Four.

Test and measurement procedures

Special preconditioning (for Class 2 capacitors only)

Unless otherwise specified in the detail specification, the special
pre-conditioning, when specified in this document before a test or a
sequence of tests, shall be made under the following conditions:

Exposure at upper category temperature or at such higher ure
wed

by recovery during 24 * 1 h at standard atmospheri
testing.

Note. =Class 2 capacitors lose capacitance i ac-
cording to a logarithmic law (this 4 : iver if
the capacitor is heated to a tempera : Ve th: Curie point

of its dielectric, then "de-agging
i " re-

pacitor

Measuring clzéitiq

humi-

Capacigg;?\

Sub-czzage;z.u of IEC Publication 384-1, with the following detalils:

Visual examination

Visual examination shall be carried out with suitable equipment with
approximately 10X magnification and lighting appropriate to the speci-
men under test and the quality level required.

Note. -The operator should have available facilities for incident or
transmitted illumination as well as an appropriate measuring
facility.
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Exigences
Le condensateur doit:

Pour la céramique:

1. Etre exempt de fissures ou félures sur plus de 50% de la
ou de la largeur, ceci sur chaque face (figures 3 et 4)

Figure

fissure sur

50% d'un cot
s'étendant d
face a l'aut
coin.

séparation
délaminatio

fissure

Figure 5

3. Ne pas présenter d'électrodes exposées entre les deux sor

0© CEI

longueur

3

re ou
plus de
£ ou
'une

re en

entre les

ties

(figure 5a)

———————— électrodes

Figure 5a

exposées
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Requirements

The capacitor shall:

For the ceramic:

1. Be free of cracks or fissures for more than 50% of the length or

width on each face (Figures 3 and U)

D

de or extending
om one face to
another over a
corner.

delamination between the layers

separation or dglamination

3w Not exhibit exposed electrodes between

crack

the two terminations (Figure b5a)

"

Figure 5a

exposed electrodes
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4. Pour les chipses de longueur inférieure ou égale & 2 mm, la cérami-

que doit étre exempte de taches conductrices (métallisation, étamage
.) de diameétre supérieur a 0,2 mm sur une zone de longueur au

moins égale a 0,4 mm.
Pour les chipses de longueur supérieure & 2 mm, il ne doit pas y
avoir sur la céramique de taches conductrices (métallisation,
étamage ...) de diamétre supérieur a 0,2 mm sur une zone centrale
au moins égale au tiers de la longueur du chipse.

Pour les métallisations

1. Ne pas présenter de décollement visible des sortles métallisées et
ne pas presenter d'electrodes internes exposees

2 Les faces principales (figure 5b) sont cellg et C.
Dans le cas des chipses a section carrée, , sont
aussi considérées comme principales.

La surface maximale des manques de mets ce prin-

cipale ne doit pas étre supérieure a 159 nques ne

doivent pas &tre concentrés dans unpé . Des™Manques d¢ métalli-
sation ne doivent pas affecter les de incipales de|chaque
extrémité du pavé (ou les quatpe ; btion
carrée). Il ne doit pa av e digsolutiorn des extrémités|métalli-

sées (démouillage) sur\pl gueur de l'aréte g¢oncernée.

Figure 5D
AN

. arétes principales

mpte tenu

dés modxlités suivantes:

4,6.1.1 Conditions de mesure

Tension de mesure:

Classe 1: £ 5 V (valeur efficace) sauf prescription contralre en
spe01f1cat10n particulieére.

Classe 2:

Sous-classe Tension de mesure Tension d'arbitrage

2B, 2C, 2X 1,0 £ 0,2 V 1,00 = 0,02 V

2D, 2E, 2F, 2R 0,3 0,2V 0,3 £ 0,02V
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4.6

4.6.1

4.6.1.1

4, For chips less than or equal to 2 mm in length the ceramic shall
be free from conducting smears (metallization, tinning ...) of
diameter greater than 0.2 mm over a zone at least 0.4 mm in length.
For chips longer than 2 mm there shall not be any conducting smears
(metallization, tinning ...) of diameter greater than 0.2 mm on a
central zone at least one third of the length of the chip.

For the metallization

1. Not exhibit any visible detachment of the metallized terminations

and not exhibit any exposed electrodes (Figure 5a).
22— the—principat—faces (Figure 5b)are those noted & nd C

In the case of chips of square section the face also

considered principal.
The maximum area of gaps in metallization on each prineipa shall
not be greater than 15% of the area of that acey 11 not
be concentrated in the same area. The gap 1 not
affect the two principal edges of each ext r four
edges for square section chips). DissoTuti d ting
(leaching) shall not exceed 25% of the ned.

Figure 5b

Q principal edges

Measuring~cdénditions

Measuring—~voltage:

Class 1: <5 V r.m.s., unless otherwise specified in the detail

of IEC Publication 384-1, with the following detalils:

specification.
Class 2:
Sub-class Measuring voltage Referee voltage
2B, 2C, 2X 1.0 £ 0.2 V 1.00 £ 0.02 V

2D, 2E, 2F, 2R 0.3 0.2V 0.3 £ 0.02V
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4.6.1.2

Fréquence:
Classe 1: <1

> 1

Classe 2:

>

Exigences

< 100 pF ¢

100 pF f

— 52 — 384-10 © CEI

000 pF f = 1 MHz £ 20% ou 100 kHz + 20% (fréquence
d'arbitrage 1 MHz)
000 pF f = 1 kHz £ 20% ou 100 kHz * 20% (fréquence

d'arbitrage 1 kHz)

1 MHz, sauf prescription contraire en
spécification particuliére
1 kHz % 20% (fréquence d'arbitrage 1 kHz).

4.6.2

une durée de vieilissement de 1 000

l'annexe B).

Tangente de 1l'angle d

valeur

Yes.explications, vpir

pe (tap &)

Selon le paragraphe &,
des modalités suivantes:

CondensateuﬁgAgé\qigggé\

Idecation 384-1 de 1la CEI, compte tenu

N
Condition£\ae;;ésyre les

eémes qu'au paragraphe 4.6.1.

mespre doit &tre telle que l'erreur ne dépasse pas

te de 1l'angle de pertes mesurée avant montage ne doit| pas
es valeurs suivantes
TCapacité nominale Tangente de ITangle de pertes (tan 5) X 0~
(pF)
+100> « > 750 =7502 e« > -1 500 o< = - 1 500
et SL (1C) et UM (1D)
Cr> 50 15 20 30
5 < Cp < 50 1,5 120 + 7) | 2 (150 + 7) 330 4+ 7)
Cr Cr Cr
Lorsque la mesure est prescrite, la limite doit
CR < 5 étre spécifiée dans la spécification particuliére
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Frequency:
Class 1: CR € 1 000 pF f = 1 MHz * 20% or 100 kHz t 20% (referee

frequency 1 MHz)
CR >1000 pF f = 1 kHz £ 20% or 100 kHz * 20% (referee
frequency 1 kHz)

Class 2: Cg < 100 pF f 1 MHz, unless otherwise specified in the

detail specification

CR > 100 pF f = 1 kHz * 20% (referee frequency 1 kHz)

4.6.1.2 Requirements
The capacitance value, as measured in the unmounted corres-
pond with the rated value taking into account the rance.
The capacitance as measured in the mounted state up 24
is for reference purposes only in further tests.
For referee measurements of Class 2 capacitors tlue
shall be the value extrapolated to an g Lime of r
explanation see Appendix B).

4.6.2 Tangent of loss angle (fan

ring equipment shall not exceed 3 x 10-4,

D

f the loss angle as measured in the unmounted statp shall

th following values:

Ratled " capaeitance Tangent of loss angle (tan §) x 10-4
(pF)
FTO00S X >T750 | =750 X > =1 500 | &< = = 1 50
and SL (1C) and UM (1D)
CR ;50 15 20 30
5 <Cg < 50 1.5 150 4+ 7) | 2 (130 + 7) 3 (150 4 7)
Cr Cr Cr

Cg < 5

When the measurement is required the detail
specification shall specify the limit.
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Condensateurs de classe 2

Conditions de mesure: les mémes gqu'au paragraphe 4.6.1.

’

Précision

La précision de la mesure doit &tre telle que l'erreur ne dépasse pas
1 x 10-3.

*

Exigences

La tangente de l'angle de pertes ne doit pas &tre supérieure a 0,035

4.6.3

4.6.3.1

4.6.3.2

ou toute valeur plus basse donnee dans la specifi culiére.

Fmément
essais

La tangente de l'angle de pertes mesurée apres
au groupe 3 est utilisée uniquement comme réf
suivants.

Résistance d'isolement (Ri)

Selon le paragraphe 4.5 de la PubXicaty des

modalités suivantes:
'gnesement nettoyés|afin
prendre soin de maintenir une

§sai et pendant les|mesures
sndensateurs doivent étre pompléte-
sment doit &tre mesurée pntre les

e la Publication 384-1 de la CEI,| compte

ension de mesure peut avoir une valeur finfé-

’

étre appliquée instantanément a la valeur spEcifiée
nin + 5 s pour les essais d'homologation et les espgais
(groupe C).

és essais lot par lot (groupe A) l'essai peut &tre arrfté dés
que la valeur de la résistance d'isolement est atteinte.

4.6.3.3

Le produit de la résistance interne de la source de tension par la
capacité nominale du condensateur doit &tre inférieur a 1 s, sauf
prescription contraire dans la spécification particuliére.

Le courant de charge ne doit pas dépasser 0,05 A.

La résistance d'isolement (Ri) doit &tre mesurée a la fin de la
période de 1 min.

Exigences

Condensateurs de classe 1

Pour les condensateurs avec Cgp < 10 nF Ri > 10 000 MQ
CR> 10 nF Ri x Cp > 100 s.


https://iecnorm.com/api/?name=034e92d6c4e3d5004ef3585fb1722cd0

384-10 © TEC — 55 —

Class 2 capacitors

Measuring conditions: same as in Sub-clause 4.6.1.

Inaccuracy

The inaccuracy of the measuring instruments shall not exceed 1 x 10-3.

Requirements

The tangent of loss angle shall not exceed 0.035, or such lower value

as may be given in cthe detail speciricatvion.

The tangent of loss angle as measured in the mounteéd st@
to Group 3 is for reference purposes only in fup

4.6.3 Insulation resistance (Ri)

Sub-clause 4.5 of IEC Publication 384-1,

tesEs)

at¢ornding

4.6.3.1 c saned to rem¢ve any

4.6.3.2

peing UR.

wise prescribed in the detail specification.

Ie test
nt the
shall

384~1, with the following details:

tage may be of any value not greater

jéd immediately at the specified value| for
lifidation approval testing and periodic tests

t testing (Group A) the test may be terminated in B shor-
if the required value of insulation resistance is reapghed.

of the internal resistance of the voltége source and the
pdcitance of the capacitor shall not exceed 1.s unless pther-

The charge current shaii not exceed 0705 &S

The insulation resistance (Ri) shall be measured at the end of the

1 min period.

4.6.3.3 Requirements

Class 1 capacitors

For capacitors with Cgp £ 10 nF Ri > 10 000 MQ
Cr > 10 nF Ri x Cg > 100 s.
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4.6.4

4.6.4.1

4.6.4.p

4.6.4.

nJ

b.7

bh.7.1

’ Foa s .
u, 1 inaina
eflele THATPe

h.7.1.2

4.7.1.3
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Condensateurs de classe 2

Pour les condensateurs avec Cp < 25 nF Ri > 4 000 MQ
CR > 25 nF Ri x Cp > 100 s.

Tension de tenue

Selon le paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de la CEI, compte
tenu des modalités suivantes:

Conditions d'essai

PUr ou

Les tensions suivantes doivent é&tre appliquée
mesure du tableau I du paragraphe 4.5.2
de la CEI, pendant 1 min pour les essaj
1 s pour les essais lot par lot lors

qualité.
X
Tension nominale (V)\§2é§i6%/d(e?sal (V)
N
<100 N Y

> 100 < 1> Ug + 100

NN

ni{elaquage, ni contournement pendant 1'essai.

acité avec la température

Coef c\\\t\de te ture (X) et dérive de capacité apres cygle

b
u\
1ou§@§nt ur les condensateurs de classe 1

Se n le paragraphe 4 24.3. 2 de la Publication 384-1 de la CE], compte

Les condensateurs doivent &tre séchés conformément au paragraphe 4.2
pendant 16 - 24 h,

Conditions de mesure

Selon les paragraphes 4.24.1.2 et 4.24.1.3 de la Publication 384-1 de
la CEI. Les condensateurs doivent &tre mesurés avant montage.

Exigences

La variation de capacité aux temperatures minimale et maximale de la
catégorie (et 3 d'autres températures qui peuvent &tre spécifiées dans
la spécification particuliére) ne doit pas dépasser les limites indi-
quées au tableau IV.
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4.6.4

4.6.4.1

4.6.4.2

4.6.4.2

4.7

4.7.1

4.7.1.1

4.7.1.2

4, 7.1.3

Class 2 capacitors

For capacitors with Cg < 25 nF Ri > 4 000 M
CrR > 25 nF Ri x Cg > 100 s.

Voltage proof

Sub-clause 4.6 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Test conditions

The product of Rq and the rated capacitance Cyx shall be smaller than or

equal to TS,
The charge current shall not exceed 0.05 A.

The following voltages shall be applied between
Table I in Sub-clause 4.5.2 of IEC Publication, 3
1 min for Qualification Approval testing and for

the lot-by-lot Quality Conformance testingi::f\\\
N\
Rated voltage (V) Test (glfffg\(xf
RPN RO
/\ S N4
> 100 \t>; ?&Q\ﬁ}\t_lﬂb

AV

Temperatunéﬁggéff;:}éé;?%;;>and temperature cyclic drift
For c;ag\m\caqu

JA4. N2 of IEC Publication 384-1, with the following

THe capacitors shall be dried according to Sub-clause 4.2 for

ar ol 1
o = o7 II.

Measuring conditions

Sub-clauses 4.24.1.2 and 4.24.1.3 of IEC Publication 384-1.
The chip capacitors shall be measured in the unmounted stage.

Requirements

The capacitance deviation at upper and lower category temperature (and
at such other temperatures as may be specified in the detail specifi-
cation) shall not exceed the limits given in the Table IV.
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4.7.2.

h.7.2]
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La dérive de capacité aprés cycle thermique ne doit pas dépasser les
valeurs indiquées ci-dessous:

+100 3 o« >-150 -1503 o« > =1 500 « = -1 500
SL (1C) et UM (1D)
0,3% (¥) 1% (%) 2% (%)
ou 0,05 pF ou 0,05 pF ou 0,05 pF

(*) La plus grande de ces deux valeurs.

Caractéristique capacité/température

Uniquement pour les condensateurs de classe 2

Préconditionnement spécial

Selon le paragraphe

Conditions de mesure

h.1.

Selon les paragraphes 4.24.1.2 e Ta“Publication R84-1
de la CEI, compte teggané ?945§} :
Température (°C) es 3 \\\\J/ Application de la| tension

continue

20 = \\\)a
61 3 b
20 d
2 f

, f

29 £ g
8 3 b

[ T

continue

-- indique qu'il n'y a pas d'application de la tension

x indique qu'il y a application de la tension continue

2. -Des mesures doivent &tre effectuées a des températures inter-
médiaires telles que la conformité aux exigences du para-
graphe 2.2.6 soit vérifiée.

3. -La capacité de référence est celle mesurée au point "d".

-En raison des effets décrits dans la note du paragraphe 4.1,
les valeurs de capacité mesurées aux températures référencées
new o mgw et "p" gyec application de la tension continue sont
fonction du temps. Cette dépendance du temps est prise en
compte dans les limites données pour la variation de
capacité. La variation de capacité entre les premiére et
dernidre mesures a la température référencée "a" indique le
vieillisssement impliqué. En cas de contestation concernant
les résultats des mesures sous tension continue, il est
conseillé de convenir d'un intervalle de temps fixe entre
les mesures aux températures référencées "f" et "b",
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4.7.2

4.7.2.1

4.7.2.2

59

The temperature cyclic drift shall not exceed the following limits:

+1002 > -150 -150> <> -1 500 < = =1 500
and SL (1C) and UM (1D)

0.3% (%) 1% (%) 2% (%)

or 0.05 pF or 0.05 pF or 0.05 pF
(*) Whichever is the greater.
[Temperature characteristic O capacitance
For Class 2 capacitors only
Special preconditioning
Sub-clause 4.1.
Measuring conditions
Sub-clauses 4.24.1.2 and 4. 24 1. 3 11 ation 384-1, with

the

following details:

Temperature (°C) Refe \\\ D C. voltage (Ug) applied
tempe
20 £ 2 -
81 ¢ 3 -
20 t 2 d -
8, £ 2 f -
e 2 X
2 g X
81 % b x
2Q§?\\ a -

o) Eéggii>temperature
UpperYg¢atego temperature

icates:
indicates:

no d.c.
d.c.

voltage applied.
voltage applied.

2. -Measurements shall be made at such intermediate temperjatures

as to ensure thal thne Fequirements of Sub=ctrause 2.276

met .

are

3.
b,

-Reference capacitance is the capacitance measured at "d".

-Because of the effects described in the Note in Sub-clause
4.1 the capacitance values measured at temperature reference
new o ngt and "b" with d.c. voltage applied, are time
dependent. This time dependency is included in the given
limits for capacitance change. The capacitance change between
the first and the last measurements at temperature reference
"a" jndicates the amount of ageing involved. In case of a
dispute about the results of measurements with d.c. voltage
applied, it is advisable to agree upon a fixed time interval
between measurements at temperature reference "f" and "b".
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4.7.2.3 Exigences
La caractéristique capacité/température avec et sans tension continue

appliquée, ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau V
(voir paragraphe 2.2.6).

4.8 Adhérence
Selon Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.34.

4.9 Robustesse des extrémités metallisées

~elon Publication 384-1 de la CklL, paragraphe 4.35

4,10 Résistance a la chaleur de soudage

Selon le paragraphe 4.14 de la Publication 38 de\la CE pmpte
tenu des modalités suivantes:

4.10.1 Préconditionnement spécial (uniquement\pour § ensateurs| de
classe 2)

Selon le paragraphe 4.1,

4,190.72 Mesure initiale
La capacité doit &tre 6.1

4.10.3 Conditions d"essaj
Méthode T\co de la CEIl,
paragraphe

4.10.4

\>\&;;£§§7condensateurs chipses doivent &tre examinés
m és, ils doivent &tre conformes aux exiggnces

conditions normales d'éclairage et avec un grossissqment de
1, 11 ne doit pas y avoir de signe de détérioration |tel que

I1 ne doit pas y avoir de dissolution des extrémités métalligées
) ge) sur plus de e 1a gueu rnée.

La capacité doit étre mesurée conformément au paragraphe 4.6 et la
variation ne doit pas dépasser:

Pour les condensateurs de classe 1

o nominal en 10-6/°C Exigences (%)
+1002 =« > =750 0,5% ou 0,5 pF
=750 > o< > -1 500 1% ou 1 pF
et SL (1C) et UM (1D)

(*) la plus grande de ces deux valeurs.


https://iecnorm.com/api/?name=034e92d6c4e3d5004ef3585fb1722cd0

384-10 © IEC — 61 —

4.7.2.3

4.8

4.9

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

Requirements

The temperature characteristic with and without d.c. voltage appl
shall not exceed the values given in Table V (Sub-clause 2.2.6).

Adhesion
IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.34.

Bond strength of the end face plating

IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.35.

Resistance to soldering heat

Sub-clause 4.14 of IEC Publication 384-1, with tK lowing\ de
Special preconditioning (For Class 2 capacitd

Sub-clause 4.1

Initial measurement

Thé capacitance shall be or-inéi}o Spb-clause 4.6.1.
Test conditions

Method 1 as specified in [EC licat 384-1, Sub-clause 4.14.2

shall be applied
Final inspecption) measuremelts. and requirements

After r ve ip‘\;bégitors shall be visually examined an
measure d the following requirements:
A

énd face plating (leaching) shall not exceed
gth of the edge concerned.

The capacitance shall be measured according to Sub-clause 4.6 and

chdange sha not exceed:

For€Igss tcapacitors
« pated in 10-6/°C Requirements (%)
+100> « > =750 0.5% or 0.5 pF
-750> < > -1 500 ' 1% or 1 pF
and SL (1C) and UM (1D)

(*) whichever is the greater.

ied

ils:

e)

d

shall

the


https://iecnorm.com/api/?name=034e92d6c4e3d5004ef3585fb1722cd0

— 62 — 384-10 © CET

Pour les condensateurs de classe 2

Sous-classe Exigences
2B, 2C et 2X -5% / +10%
2D, 2E, 2F et 2R -10% / +20%

Note. -Voir le paragraphe 2.2.6 pour l'explication du code des
sous-classes.

4,11 Soudabilite

Selon le paragraphe 4.15 de la Publication 384~
tenu des modalités suivantes:

de CE gqompte

4.11. Conditions d'essai

Méthode 1 comme spécifiée dans la Pub
paragraphe 4.15.3.1 doit &tre utili

de la CEI,

dans des
0 environ.

uvertes
petit
non
tions

la gamme
ompte

densateurs chipses sont montés selon le paragraphe &4.|4.

4,12, Préconditionnement special {uniquement pour les condensateurs de
classe 2)

Selon le paragraphe 4.1.

4.12.2 Mesure initiale

La capacité doit &tre mesurée selon le paragraphe 4.6.1.

. 12.3 Nombre de cycles: 5

Durée de 1l'exposition aux limites de température: 30 min.

§.12.4 Reprise: 24 £ 2 h.
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For Class 2 capacitors

Sub-class Requirements
2B, 2C and 2X -5% / +10%
2D, 2E, 2F and 2R -10% / +20%

Note. -See Sub-clause 2.2.6 for explanation of the sub-class codes.

4,11 Solderability
Sub-clause 4.15 of IEC Publication 384-1, with the, folldwing 1ils:
§.11.1 Test conditions

Method 1 as specified in IEC Publication
shall be applied.

4.11.2 Final inspection, measurements and réé;;;;;éngs

The chip capacitor shall i 1 élémin under normal
lighting and approximatel magnification. ere shall be no signs

of damage.

Both end faces and the coj C 1 be covered with a smo¢th and
bright solder i i € thanra small amount of scattered
imperfections i L etted or de-wetted areas. These
imperfectio shall not~be:¥ongentrated in one area.

k.12 Rapid Qﬁahge f temperature

Wy o \\E%;%rs for which the category temperature range
F10°C).

FEC Publication 38U4-1, with the following details:

4.12.1 Speeia¥ pregonditioning (For Class 2 capacitors only)
Sub-clause 4.1.
§.12.2 Initial measurement

The capacitance shall be measured according to Sub-clause 4.6.1.

4.12.3  Number of cycles: 5

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

y.12.4 Recovery: 24 = 2 h.
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4. 12.5 Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs chipses doivent &tre examinés visuellement. Il ne
doit pas y avoir de dommage visible.

La capacité doit &tre mesurée selon le paragraphe 4.6.1 et la variation
ne doit pas étre supérieure a:

Pour les condensateurs de classe 1

o nominal en 10-6/°cC Exigences (%)

+100 > < > =750 1% ou 1 pF
SL (1C) et UM (1D)

AN
750 3 < > =1500 2% ou 1 pF_\ \

(*) La plus grande de ces deux valeurs. N\

Pour les condensateurs de classe 2

Sous-classe </A\\ingd§éégv///
2B, 2C et 2X £10% \ < |

2D et 2R - 5
2E et 2F 2
NS
Note. -Voir le paragraph 2.6 jpour l'explication du code des
squs es.
4.13
bmpte
4.13.1 de
Se le\paragraphe 4.1.
4.13.2 Mesure intiale

La capacité doit &tre mesurée selon le paragraphe 4.6.1.

4.13.3 Chaleur séche

Selon le paragraphe 4.21.2 de la Publication 384-~1 de la CEI.
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4.12.5 Final inspection, measurements and requirements

The chip capacitors shall be visually examined. There shall be no
visible damage.

The capacitance shall be measured according to Sub-clause 4.6.1 and the
change shall not exceed:

For Class 1 capacitors

« rated in 10-6/°C Requirements (%)

+100> o > =750 1% or 1 pF
and SL (1C) and UM (1D)

~750 > &< > =1500

2%or'1pF/\

(*) Whichever is the greater. \

For Class 2 capacitors
Sub~class R;qu\ir'e%gt%\/ G

2B, 2C and 2X 3
2D and 2R 15
2E and 2F t@O{

Note. -See Smb-claus

explanation of the sub-class codegs.

4.13 Climatig”sequence

Sub—claus fcation 384-1, with the following detdils:

4,13.1 Spe01al regohditiond

ause \>

For Class 2 capacitors only)

4.,13.2 In

The capac nce shall be measured according to Sub-clause 4.6.1.

4.13.3 Pbry heat

Sub-clause 4.21.2 of IEC Publication 384-1.
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4.13.4

4.13.5

4.13.5.1

4.13.6

4.13.6.1

4.13.6.[2

h.13.6.

4.13.7
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Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, premier cycle

Selon le paragraphe 4.21.3 de la Publication 384-1 de la CEI.

Froid

Selon le paragraphe 4.21.4 de la Publication 384 1 de la CEI, compte
tenu des modalités suivantes:

"Examen et exigences finals

—dott pas y avoir de dommage Visible:

Les condensateurs chipses doivent étre examinés visuellement. Il ne

Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, cxéiggfg;;;;ht§

N\de \;\ng, compte

Selon le paragraphe 4.21.6 de la Publication 38
tenu des modalités suivantes:

Conditions d'essai

Aucune tension n'est appliquée.

(AN
Catégorie Ambr' de>§y7g s@e}

~/-156 %\%@;
/=121

~/-110

N

itions de
et pendant

ces, 1ils
h.

;;;\begéensateurs chipses doivent étre examinés visuellement|. Il ne
doit pas y avoir de dommage visible.

Les condensateurs chipses doivent étre mesurés et doivent satisfaire
aux exigences suivantes:
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b,13.4

4.13.5

4.13.5.1

4.13.6
4.13.6.1

4.13.6.2

4.13.6.3

4.13.7

67 —

Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle

Sub~-clause 4.21.3 of IEC Publication 38u-1.

Cold

Sub-clause 4.21.4 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Final inspection and requirements

The chip capacitors shall be visually examined. There shall be no

visible damage.

Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles

Sub-clause 4.21.6 of IEC Publication 384-1, wi followin

Conditions of test

No voltage applied.

Category No. of cycl
-/-/56

~-/=/21

-/~=/10

-/=-/04"

Recovery

capa

If the
measure

requirements:

details:

no

wing
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Pour les condensateurs de classe 1

Mesure Conditions o nominal Exigences
de mesure et (sous-classe)

Variation de capacité

+10030¢ 3 =750 (1
(1B < 2% ou 1 pF (%)

Paragraphe +1002 < > -T750 (1
Capacité SL (1
4.6.1

Variation de capacité

=750 o< » =1 50011 < 3% ou\ pF (®)
UM (1

A)
)

F)

C)

v)

D)
-1 5003% 5 -5 600(1 F) W*apacité

N K
Tangente de Paragraphe Tous > et sous-c \ 1;\{; valleur du
l'angle de 4.6.2 ‘ blegu de papagraphe
pertes ////_\\\\\ 4.6.2
Résistance Paragraphe Tous e AQBQ“ lagse > 2 500 MSpu 25 s
d'lisolement 4.6.3 6 (%%)

(*) La plus grande de ces deux\val
(*#%) La plus petite de ces deu

rs.

Note. -Voir 1le paragrap e 2 1'explication du code des pous-classes.

t plus petlte que la valeur minimple permise
nt été faites, le condensateur| doit
paragraphe 4.1 et ainsi les exigencps dans

tsfaites
Exigences

esure ditions |Sous-classes |Sous-classes |Sous-clpsses
<i\\\ R mesure 2B, 2C et 2X 2D et 2R 2E et| 2F

CQEQ@iT?\\/> Paragraphe | AC < +10% AC t15% AC o f20%

§.6.1 C C C

Tangente de Paragraphe |tan 8 <50x10-3|tan 8§ <70x10-3|tan <7Px1 0-3

}.'duslc de 462

pertes

Résistance Paragraphe Ri > 1 000 MSL ou Ri-Cgp > 25 s

d'isolement 4.6.3 (la plus petite de ces deux valeurs)

Note. -Voir le paragraphe 2.2.6 pour l'explication du code des sous-classes.
b1y Essai continu de chaleur humide

Selon le paragraphe 4.22 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:

Les condensateurs chipses doivent &tre montés conformément au paragraphe
4.4,

.14 .1 Préconditionnement spécial (unlquement pour les condensateurs
de classe 2)

Selon le paragraphe 4.1.
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For Class 1 capacitors
Measurement Measuring & rated Requirements
conditions and (Sub-class)
+1002 o< > =750 (1 4) Capacitance change
(1 B) £ 2% or 1 pF (%)
Sub-clause +100> &< > =750 (1 F)
Capacitance SL (1¢) Capacitance change
4.6.1
=T503 <> =1 500¢(T T) <3% DF (¥
UM (1 D)
-1 5003 ¢>=5 600(1 F) @{g\\ane
Tangent of Sub-clause AllxX's and ﬁ?E\Z ;\I/e 1* the
losp angle 4.6.2 Sub-classes le of Sub-clause
) 4 6.2
Insfilation | Sub-clause A1l &\6)/ X2 500 MR of 25 s
resfstance 4.6.3 (/\\fub— <i> (%%)

4,141

(*)

Whichever is the

after the other'n
precondizgy
in the t

S.

an the minimum value permitted, then

e

Requirements
asurement Measuring |Sub-classes Sub-classes Sub-clagses
Q$:T\\V conditions |2B, 2C and 2X| 2D and 2R 2E and |2F
: Cap\t{n/ée Sub-clause AC . $£10% AC ¢ +15% AC < +20%
4.6.1 c - C C

Tangent of

Sub-clause

tan d<50x10-3

tan § <70x10-3

tan 5570){10‘3

loss angle 4.6.2
Insulation Sub-clause Ri > 1 000 MfL or Ri-CR 2> 25 s
resistance 4.6.3 (whichever is the less)

Note. -See Sub-clause 2.2.6 for explanation of the sub-class codes.

Damp heat, steady state

Sub-clause 4,22 of IEC Publication 384-1,

with the following details:

The chip capacitors shall be mounted according to Sub-clause 4.4.

Special preconditioning (For Class 2 capacitors only)

Sub-clause 4.1.
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4,14.2 Mesures initiales

La capacité doit &étre mesurée conformément au paragraphe 4.6.1.

4,14.3 Conditions d'essai

Aucune tension ne doit étre appliquée, sauf prescription contraire dans
la spécification particuliére.

Lorsque 1'application d'une tension est prescrite, U, doit &tre appli-
qué sur une moitié de 1'échantillon et aucune tension ne doit étre
appliquée sur 1'autre moitié de 1'échantillon.

Dans les 15 minutes suivant 1'essai, 1'essai de tension de tenue est
e e & conformément = naragranhe A mai ds—tensic nominale.

b.14.4 Reprise

Les condensateurs chipses doivent &tre laissés d ns de

reprise, pendant 1 & 2 heures pour les conden$ et

pendant 24 + 2 h pour les condensateurs de chasse™2\

Si les condensateurs de classe 1 ne répdnden , 1ils

peuvent étre de nouveau mesurés aprés” une pa p i 6 - 24 h.
4.14.5 Examen, mesures et exigences fingls

Les condensateurs chips S ne

exigences suivantes:

Pour les condehsateuyrs de\¢

l O
Mesure <i¢ Conditidéns \\u%?nominal Exigencdgs
<dé\\ ur ' t (sous-classe)

+100>X > -750 E1 8) Variation de dapacité

1 B) < 2% ou 1 pH (¥)
Xr‘ raphe +1003 > -750 (1 F)
SL (1¢) Variation de dapacité
76.1 '
> -750> <2 -1 500(1 F) < 3% ou 1 pR (¥)
UM (1 D)

-1 5003 -5 600(1 F) Variation de capacité
: <3% ou 1 pF (¥)

Tangente de Parégraphe Tous < et sous-classes < 2 fois la valeur du
1'angle de 4.6.2 ' tableau du paragraphe
pertes 4.6.2
Résistance Paragraphe Tous X et sous-classes > 2 500 MQ ou 25 s
d'isolement 4.6.3 ' (*%)

(*) La plus grande de ces deux valeurs. -
(*%) La plus petite de ces deux valeurs.

Note. -Voir le paragraphe 2.2.5 pour l'explication du code des sous-classes.
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§,14.2 Initial measurement

The capacitance shall be measured according to the Sub-clause 4.6.1.

4.14.3 Conditions of test

No voltage shall be applied, unless otherwise specified in the detail
specification.

When the application of voltage is prescribed, U shall be applied to
one half of the lot and no voltage shall be applied to the other half of
the lot.

Within 15 minutes after removal from the damp heat test, the voltage proof
t i = o i i the rated
yoltage applied.

4,144 Recovery

[he chip capacitors shall recover for 1 to 2 ifors and

For 24 £ 2 h for Class 2 capacitors.

[f the Class 1 capacitors fail to meet hey may |be

4. 14,5 Final inspection, measurements aqﬁ(;ég rém
N\

The chip capacitors shall visible

Hamage .

Measjurement a \\\¢>>o< rated ' Requirements
/EQ ditdon /t> and (Sub-class) .
+100> ¢ > =750 (1 8) Capacitance change
(1 B) < 2% or 1 pF [¥)

ub-clause +1002< > -750 (1 F)
Capdcitane SL (1 ¢ Capacitance change
.6.1
~7503 x> -1 500(1 F) < 3% or 1 pF [(#)

f'l'l ( 1 n ‘

-1 5003>-5 600(1 F) Capacitance change
<3% or 1 pF (¥)

Tangent of Sub-clause All «'s and £ 2 x value in the
loss angle 4.6.2 Sub-classes ,1 table of Sub-clause
4.6.2
Insulation Sub-clause A1l £'s and > 2 500 M& or 25 s
resistance 4.6.3 Sub-classes (*%)

(*) Whichever is the greater.
(¥%) Whichever is the less.

Note. -See Sub-clause 2.2:5 for explanation of the sub-class codes.
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